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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie rentge-
nowskie do wyznaczania Zgdanej plaszczyzny kry-
stalograficznej krysztalkow w celu obrobienia po-
wierzchni krysztatu zgodnie z ta plaszczyzna.
Orientometry rentgenowskie majg te zalete w sto-
sunku do orientometréw optycznych, Ze nie wy-
magaja przygotowania wstepnego powierzchni.

Znane i stosowane dotychczas urzadzenia umoz-
liwiaja wyznaczenie Kkierunku Kkrystalograficzne-
go juz obrobionej powierzchni krysztalu, ktéra
moze byé zgodna z zadang. Uzyskanie zadanej
plaszczyzny wymaga kilku pracochlonnych eta-
‘p6w obrabiania powierzchni miedzy ktérymi na-
lezy sprawdzaé obrobiong powierzchnie na urza-
dzeniu rentgenowskim. Ten proces technologiczny
konczy sie z chwilg stwierdzenia, Ze kierunek
otrzymanej powierzchni jest zgodny z zadanym
‘w ramach wymaganej dokladnoSci.

W przypadkach gdy blad nie moze przekraczaé
30 minut katowych, czas potrzebny do wykonania
'zgdanej plaszczyzny krysztalu jest bardzo dilugi.

Celem wynalazku jest opracowanie urzadzenia,
ktére umozliwialoby wyznaczenie zgdanej piasz-
-czyzny krystalograficznej oraz obrobke powierzchni
krysztalu zgodnie z tg plaszczyzna.

Cel ten wedlug wynalazku zostal osiggniety
przez umieszczenie krysztalu na stoliku przechyl-
nym, ktérego podstawa w ksztalcie czaszy umiesz-
czona jest we wglebieniu korpusu stolika. Korpus
nasadzony jest obrotowo na trzpieniu zamocowa-
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nym na wsporniku. Wspornik polgczony jest na
state z obrotowa wzgledem osi pionowej podstawy.

Dzieki takiemu rozwigzaniu uzyskuje sie to, ze
po ustaleniu plaszczyzny krystalograficznej krysz-
talu mozna korpus wraz ze stolikiem i kryszta-
tem zdjaé ze sworznia i zalozyé nastepnie do
urzgdzenia szlifujgcego. Wystarczy wiec jedno-
razowe wyznaczenie plaszczyzny aby obrobié po-
wicrzchnie krysztalu zgodnie zzgdang plaszczyzng.

Orientomeir wedlug wynalazku zostanie obja$-
niony za pomocg rysunku, na ktorym fig. 1 przed-
stawia orientometr w pélprzekroju w widoku
z boku, a fig. 2 — widok z gory.

Krysztal 1 umieszczony jest na przechylnym
stoliku 2, ktérego podstawa ma ksztalt czaszy,
Stolik jest regulowany Srubami mikrometryczny-
mi 3 i 4, ktére powodujg obrot stolika, a zarazem
krysztalu wokot osi prostopadiych do siebie. Prze-
chylny stolik 2 zamocowany jest w korpusie 5
i moze by¢é wraz z nim obracany wzgledem {rzpie-
nia 8 osadzonego we wsporniku 6. Sruby 3 i 4
ustawione sg w ten sposéb, ze powodujg obroét
stolika z krysztalem wokol osi prostopadiych do
siebie i do osi trzpienia. Te trzy osie przecinajg
sie w punkcie A padania wigzki W promieni rent-
genowskich na krysztat 1. Podstawa 7 na ktérej
umieszczony jest wspornik 6 jest obracana wokot
osi takze przechodzgcej przez punkt A.

Wyznaczanie plaszczyzny Kkrystalograficznej po-
lega na znalezieniu takiego poloZenia kgtowego
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podstawy 7 oraz S§rub mikrometrycznych 3 i 4,
azeby refleks Braggowski wystepowal w statym
miejscu przy obrocie stolika 2 wzgledem trzpienia
q wspornika 6. Znalezienie w tej pozycji jest
bardzo szybkie i w rezuitacie zostaje ustalony kie-
runek zadanej plaszczyzny krystalograficznej, kto-
ry jest wtedy prostopadly do osi trzpienia 8
wspornika 6, stanowigcej baze umozliwiajagca na
przeprowadzenie obrobki i kontroli powierzchni
krysztatu.

Nie wymaga to wiec powtdérnego korzystania
z urzgdzenia rentgenowskiego. Dokladno§¢ wyko-
nania zgdanej powierzchni uzyskano * 1,5 minuty
katowej. Opisany orientcmetr znalazl zastosowanie
w technologii laseréw polprzewodnikowych i moze
byé stosowany przy innych technologiach, w kté-
rych zachodzi potrzeba wykonania plaszczyzn kry-
stalograficznych zgodnych z zgdanym Kkierun-
kiem.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie rentgenowskie do wyznaczania zg--
5 danej plaszezyzny krystalograficznej znamienne:

tym, ze zawiera przechylny stolik (2) do osadzania
na nim krysztalu, a podstawa stolika wykonana
w ksztalcie czaszy umieszczona jest we wgtebieniu

korpusu (5) osadzonym obrotowo na trzpieniu (8)-

10 wspornika (6), ktéry zamocowany jest na stale na
obrotowej podstawie (7).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym,.

ze polozenie stolika (2) regulowane jest za pomo-
18 c3 Srub (3 i 4) zamocowanych na kolnierzu kor-
pusu {5).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym,.

ze korpus (5) jest zdejmowany ze trzpienia (8).
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